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XPS (X-Isim1 Fotoelektron Spektrometresi) EGE MATAL

XPS Uygulamalari:

X-Isilar1 Fotoelektron Spektroskopisi (XPS),
kat1 6rnek ylizeyinde bulunan atomlarin kimyasal
durumu hakkinda bilgi saglar. incelenen yiizeydeki
atom ya da molekdllerin X-i1sin1 bombardimanina
tutulmasiyla yiizeyden sacilan elektronlarin kinetik
enerjisinin l¢lilmesi prensibine dayanir.

X-Isinlart ~ Fotoelektron  Spektroskopisi;
elementlerin,  anorganik  bilesiklerin,  metal
alagimlarin, yari-iletkenlerin, polimerlerin,
katalizorlerin, cam ve seramik 6rneklerin, boya ve
murekkeplerin, kagitlarin, makyaj malzemelerinin,
dis, kemik orneklerinin ve medikal protezlerin
analizinde kullanilmaktadir.

e Yilzeye ait kimyasal yapinin saptanmasi (tepeden 0-10 nm)

o Saf maddelerin basit formillerinin saptanmasi
o Kirlenmis yiizeylerin bilgisi

e Yiizeyde bulunan tirlerin kimyasal yapisinin sapatmast

e Yiizeyden bulunan element/bilesiklerin ¢esitliligi (¢izgi profili veya haritalama)
e Yiizeyde bulunan element/bilesiklerin iyon demeti ile agindirilmasi (derinlik profili)

Model: Thermo Scientific K-Alpha

Cihaz Donanim ve Ozellikleri:

Analizor : 180° yarimkiiresel analizor-128 kanalli dedektor
X-Ray kaynagi : Monokromatik, Al Ka

X-Ray nokta boyutu : 30-400 pm

Ornekleme alani : 60 x 60 mm

Max. 6rnek kalinlig : 20 mm

Iyon tabancasi (Argon) . Enerji aralig1 100-4000eV

Vakum sistemi : 2x 220L/s turbo molekuler pompa

Diger segenekler :Derinlik profilleme, anlik veri edinme, ARXPS i¢in egim modiilii.



